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Beschreibung 

 LWL-PCF Inspektionsmikroskop 

 

 Zur Inspektion von PCF-Faserendflächen 

 

 Adapter für SMA, ST, SC, FC und HFBR verfügbar (separat bestellbar) 

 

 

Allgemeine Kennwerte 

Optische Verstärkung 200x 

Mögliche Adapter (separat bestellbar) F-SMA (IEC 610754-22) 

ST (IEC 61754-2) 

SC (IEC 61754-4) 

FC (IEC 61754-13) 

HFBR (Versatile Link Standard) 

Spannungsquelle 2x AAA Alkaline Batterien (nicht enthalten) 

Abmaße (LxWxH) [mm] 148 x 46 x 25 

 

Funktionseinheiten 

 

Anwendungsgebiete  

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie 

Hinweis 

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. 

!!! ACHTUNG SICHERHEITSHINWEIS !!! 

Risiko der Augenverletzung  Sicherstellen, dass Fasern nicht an externe Lichtquelle angeschlossen sind! 


